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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie do testowania wiasnosci mechanicznych krysztatéw
przy jednoczesnej obserwacji. Obserwacja moze by¢ prowadzona za pomocg mikroskopéw réznego
rodzaju lub innych przyrzgdéw. Podstawowymi obszarami techniki, dla ktérych jest przeznaczony wy-
nalazek, sg testy wytrzymatosciowe i reologiczne, mineralogia i petrografia. Proponowane rozwigzanie
stuzy do testowania na przyktad monokrysztatéw halitu, naturalnych i sztucznych, lub preparatow wy-
konanych z materiatéw przezroczystych oraz nieprzezroczystych, takich jak monokrysztaty, probki skat
naturalnych, materiaty sztuczne w formie prostopadtoscianéw. Sg one testowane w warunkach jednoosio-
wego stanu naprezen w réznych warunkach obcigzenia.

Urzadzenie jest przeznaczone do wykorzystania w badaniach:

— wytrzymatosci pojedynczych krysztatow lub innych materiatéw na jednoosiowe $ciskanie przy jed-
noczesnej obserwacji zwtaszcza pod mikroskopem.

— pelzania pojedynczych krysztatéw innych materiatdw w jednoosiowym stanie naprezenia w réz-
nych warunkach obcigzania oraz obserwaciji zwtaszcza pod mikroskopem.

— relaksaciji pojedynczych krysztatéw innych materiatéw w jednoosiowym stanie naprezenia, w réz-
nych warunkach obcigzania, oraz obserwacji zwtaszcza pod mikroskopem.

— dwdjtomnosci indukowanej w krysztatach i materiatach optycznie izotropowych.

— gestosci dyslokacji krysztatéw na przyktad halitu.

Na podstawie dostepnej literatury ponizej krétko scharakteryzowano urzgdzenia stuzgce do wy-
konywania testéw wytrzymatosciowych pojedynczych krysztatdéw oraz rozwigzania, w ktérych wykorzy-
stano obserwacje pod mikroskopem oraz scharakteryzowano réznice pomiedzy nimi, a proponowanym
w tym wynalazku rozwigzaniem.

B. Martin, K. Roller, B. Stockhert, 1999, Low-stress pressure solution experiments on halite sin-
gle-crystals. Tectonophysics 308, 299—-310. W artykule opisano eksperyment jednoosiowego $ciskania
pojedynczego krysztatu halitu w sSrodowisku nasyconej solanki. Urzgdzenie daje mozliwos$¢ przeprowa-
dzania testéw wytrzymatosci na sciskanie pojedynczego krysztatu. Ze wzgledu na zastosowany sposob
obcigzania urzgdzenie pracuje tylko w pozycji pionowe;.

P. A. Shade, R. Wheeler, Y. S. Choi, M. D. Uchic, D. M. Dimiduk, H. L. Fraser, 2009, A combined
experimental and simulation study to examine lateral constraint effects on microcompression of single-slip
oriented single crystals. Acta Materialia 57, 4580—4587. W artykule opisano urzadzenie do przeprowadzania
testow jednoosiowego Sciskania i rozciggania dla probek o wielkosci kilku mikrometréw. Przedstawione
w artykule urzadzenie moze pracowaé¢ wewngtrz mikroskopu scaningowego (SEM), jest montowane
do mikroskopu na state i stuzy do pomiaréw in situ.

L. Zhu, X. Fu, J. Yan, J. Liu, 2013, A Uniaxial Loading Device for Studying Mechanoresponses
of Single Plant Cell. Engineering, 2013, 5, 416—419. W artykule opisano urzgdzenie do prowadzenia
testow Sciskania pojedynczych komérek roslinnych (pytkéw) sitg ponizej 300 mN. Przedstawione w ar-
tykule urzadzenie moze pracowac¢ z mikroskopem, ale jest mate, ma inng konstrukcje niz opisane
w przedstawianym wynalazku.

Znane sg liczne przyrzady do badan wytrzymatosci materiatéw, stosowane jednak do innych ba-
dan i o innej konstrukciji.

Urzadzenie do testowania wlasnosci mechanicznych krysztatéw przy jednoczesnej obserwaciji
zawiera konstrukcje z elementami obcigzania prébki oraz czujnik pomiarowy potgczony z miernikiem
odksztatceh.

Istotg jest to, ze elementami obcigzania sg ruchome prowadnice zamontowane na ptaskim kor-
pusie wzdtuznie, osiowo po dwodch stronach przestrzeni na usytuowanie probki. Po jednej stronie
tej przestrzeni na probke umieszczona jest ruchoma prowadnica mechanizmu obcigzania, a po przeciwnej
stronie prowadnica pomiarowa z czujnikiem pomiarowym. Prowadnica mechanizmu obcigzania i prowadnica
pomiarowa od strony przylegajgcej do probki wyposazone sg w przektadki eliminujgce naprezenia.

Korzystnie urzgdzenie ma wzdtuz wnetrza korpusu prowadnice boczne. Prowadnice te majg
ksztatt dopasowany do ksztattu przektadek i po nich przesuwajg sie przektadki eliminujgce naprezenia.

Korzystnie korpus jest trwale potgczony z piyta.

Korzystnie ptaski korpus urzgdzenia ma gabaryty dostosowane do wielko$ci stolika mikroskopu.

Korzystnie gabaryty ptyty dopasowane sg ksztattem do stolika mikroskopu.

Korzystnie korpus w srodkowej czesci przeznaczonej na umieszczanie probki, ma przezro-
czyste okienko.
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Korzystnie ptyta w srodkowej czesci odpowiadajgcej umieszczaniu probki ma wyciete okienko

Korzystnie czujnik pomiarowy jest czujnikiem tensometrycznym z uktadem pomiarowym, stano-
wigc miernik odksztatcen.

Zaletg urzgdzenia jest pomiar odksztatcen bezposrednio w prébce przez zainstalowanie czujnika,
co daje wyzszg precyzje niz analiza obrazéow. Rozwigzanie umozliwia pomiar odksztatcen w dwadch
kierunkach podczas $ciskania probek oraz dodatkowo mozliwe sg pomiary petzania i relaksacji dla ma-
teriatdw o wtasnosciach plastycznych. Ponadto wymiary prébek mogg sie zmienia¢ w zakresie kilku mm,
co umozliwia badanie zaréwno pojedynczych krysztatow jak i probek sktadajgcych sie z kilku czy kilku-
nastu matych krysztatéw. Obcigzenie probki mozna zmieniac¢ i utrzymywac na tym samym poziomie.

Wynalazek moze by¢ wykorzystywany z mikroskopami réznego typu czy innym urzgadzeniem,
na przyktad w spektroskopii ramanowskiej. Wymiary i ksztatt urzgdzenia sg dopasowane do stolika mi-
kroskopu oraz zapewniajg mozliwos¢ pomiaru sity i odksztatcen. Urzgdzenie umozliwia prowadzenie
testow krysztatow i innych materiatéw, takze poza mikroskopem, poniewaz urzgdzenie nie wymaga
przymocowania na state do stolika mikroskopu.

Zaletg jest tez konstrukcja prowadnic zapobiegajgca powstaniu momentu skrecajgcego
przy wiekszych obcigzeniach. Przektadki eliminujg naprezenia i powodujg rGwnomierne roztozenie ob-
cigzania na prébce.

Przedmiot wynalazku, w przyktadach wykonania, uwidoczniony jest na rysunku.

Fig. 1 jest schematycznym widokiem uko$nym urzgdzenia do testowania wlasnosci mechanicz-
nych krysztatéw. Przyktad 1.

Fig. 2 jest schematycznym przekrojem poziomym na wysokosci prowadnic, powyzej ptyty. Przyktad 1.

Fig. 3 jest schematycznym widokiem uko$nym urzgdzenia do testowania wlasnosci mechanicz-
nych krysztatéw. Przyktad 2.

Fig. 4 jest schematycznym przekrojem pionowym w miejscu usytuowania testowanej prébki.
Przykfad 2.

Fig. 5 pokazuje poglgdowo urzgdzenie, wedtug wynalazku, oraz mikroskop przeznaczony do jed-
noczesnej obserwacji i uktad elektroniczny.

Fig. 6 pokazuje schematycznie stanowisko do testowania wtasnosci mechanicznych krysztatéw
przy jednoczesnej obserwacji pod mikroskopem.

Typowym zastosowaniem urzadzenia UT, wedtug wynalazku, jest testowanie wiasnosci mecha-
nicznych krysztatéw przy jednoczesnej obserwacji pod mikroskopem M, w potgczeniu z uktadem elek-
tronicznym UE wspomagajgcym pomiary. Do testowania wykorzystywany jest miernik odksztatceh
wspomagany komputerowo.

Przyktad 1.

Urzadzenie zamontowane jest na ptaskim korpusie 1, ktéry dodatkowo posiada, potgczong z nim,
ptyte 8 w ksztatcie osmiokata. Gabaryty ptyty dostosowane sg do wielkosci stolika mikroskopu. Elemen-
tami realizujgcymi obcigzanie probki 10 sg ruchome prowadnice 2; 3 usytuowane wzdtuznie, osiowo
po dwoch stronach przestrzeni na probke 10. Po jednej stronie tej przestrzeni na probke 10 umiesz-
czona jest ruchoma prowadnica mechanizmu obcigzenia 2 zakonczona pokrettem 9. Po przeciwnej
stronie usytuowana jest prowadnica pomiarowa 3 z tensometrycznym czujnikiem pomiarowym 4. Po-
nadto od strony przylegajacej do probki 10 obie prowadnice 2; 3 wyposazone sg w przektadki 5 elimi-
nujace naprezenia. Przekfadki wykonane sg z twardego metalu. Korpus 1 i ptyta 8 w srodkowej czesci,
przeznaczonej na umieszczanie probki 10, ma wyciete okienko 7. Okienko umozliwia oswietlenie probki
od spodu. W przyktadzie zastosowano czujnik pomiarowy 4 tensometryczny, z ktérego sygnat wartosci
obcigzenia i wyniki pomiarowe sg przekazywane do uktadu elektronicznego 12 i pokazywane na wy-
Swietlaczu lub/i przekazywane do dalszej obrobki.

Przyktad 2.

W rozwigzaniu tym, w stosunku do przyktadu 1, zostaty umieszczone, po dwéch stronach wzdtuz
wnetrza korpusu 1, prowadnice boczne 6. Prowadnice boczne 6 zostaly uformowane jako stata czesé
korpusu 1. Po nich przesuwajg sie przektadki 5 wyposazone w wyciecia odpowiadajgce ksztattem
tym prowadnicom bocznym 6.
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Wykaz oznaczen na rysunku

oznacz. nazwa

uT urzadzenie testujace

M mikroskop

UE uktad elektroniczny

1 korpus

2 prowadnica mechanizmu obcigzania
3 prowadnica pomiarowa

4 czujnik pomiarowy

5 przektadki

6 prowadnice boczne

7 okienko

8 piyta

9 pokretto mechanizmu obcigzania
10 probka

11 stolik mikroskopu

12 uktad elektroniczny

Zastrzezenia patentowe

. Urzadzenie do testowania wlasnosci mechanicznych krysztatéw przy jednoczesnej obserwa-
cji, zwlaszcza pod mikroskopem, zawierajgce konstrukcje z elementami obcigzania probki
oraz czujnik pomiarowy potgczony z miernikiem odksztatcen, znamienne tym, ze elementami
obcigzania probki (10) sg ruchome prowadnice (2; 3) zamontowane na ptaskim korpusie (1)
wzdiuznie, osiowo po dwéch stronach przestrzeni na usytuowanie prébki (10), przy czym po jednej
stronie tej przestrzeni na prébke umieszczona jest ruchoma prowadnica mechanizmu obcia-
zenia (2), a po przeciwnej stronie prowadnica pomiarowa (3) z czujnikiem pomiarowym (4),
a ponadto od strony przylegajgcej do prébki (10) prowadnica mechanizmu obcigzenia (2) i pro-
wadnica pomiarowa (3) wyposazone sg w przektadki (5) eliminujgce naprezenia.

. Urzadzenie, wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze ma wzdtuz wnetrza korpusu (1) prowadnice
boczne (6), dopasowane ksztattem do przektadek (5) eliminujgcych naprezenia.

. Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze korpus (1) jest trwale potgczony z ptytg (8).
. Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze korpus (1) urzadzenia ma gabaryty dosto-
sowane do wielkosci stolika (11) mikroskopu.

. Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze gabaryty ptyty (8) dopasowane sg ksztat-
tem do stolika (11) mikroskopu.
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. Urzadzenie, wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze korpus (1) w srodkowej czesci przeznaczo-
nej na umieszczanie prébki (10), ma przezroczyste okienko (7).

. Urzadzenie, wedtug zastrz. 6, znamienne tym, ze ptyta w srodkowej czesci ma wyciecie od-
powiadajgce okienku (7) w korpusie (1).

. Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze czujnik pomiarowy (4) jest czujnikiem ten-
sometrycznym z uktadem pomiarowym.

Rysunki

Fig. 1




Fig. 3

Fig. 4
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